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Boschungsschnitt mittels lonenstrahl

Schlie3t die Lucke zwischen metallographischem Schliff
und der Praparation mit dem Focused lon Beam (FIB)

EINFUHRUNG

FOCUSED ION BEAM (FIB) BOSCHUNGSSCHNITT / BROAD ION BEAM (BIB) METALLOGRAPHISCHER SCHLIFF

In der Schadens- und Werkstoffuntersuchung ist die prazise Analyse von Mikrostrukturen
entscheidend fiir das Verstandnis der Eigenschaften von Materialien. Boschungsschnitte, Breite ca. 20 pm Breite mehrere mm Breite bis ca. 50 mm
die durch den Einsatz von Ar-lonenstrahlen erzeugt werden, stellen eine innovative Methode
dar, die als Ubergangstechnik zwischen traditionellen metallographischen Schliffen und der Tiefe ca. 10 pm Tiefe bis zu 10 mm Tiefe bis ca. 50 mm
hochprazisen Praparation mittels Focused lon Beam (FIB) einzuordnen ist. Diese Technik
erméglicht es, die Querschnittﬂéche mittels REM/EDX bei hoher Auﬂésung ZU untersuchen, Stelle muss senkrecht zuganglich sein Stelle muss senkrecht zuganglich sein Senkrechte Zuganglichkeit nicht nétig
wahrend sie gleichzeitig die Vorteile der schnellen Probenvorbereitung und der Erhaltung der
Materialintegritat bietet. Durch den kontrollierten Abtrag von Material mittels lonenstrahlen kdnnen Probenmaterial darf nicht mit Arbeitet mit Ar-lonen. Evtl. Wechselwirkung mit

- Ll e . . 3 . Ga-l i Wechselwirk k 6glich Polier- und Schmiermittel
detaillierte Einblicke in die Mikrostruktur und die Phasenverteilung gewahrt werden, was fir die aTIOnNEn reagieren EENSETWITEHNTEN Katim MogHe OHET UG SERMIETmItEm
Charakterisierung der Werkstoffe von groflRer Bedeutung ist. Der vorliegende Beitrag beleuchtet . . Randschichten werden durch eine Mehrstufige Praparation aufgrund

. . . _ . . . ) . . Probe muss nicht vorbereitet werden faeklebte Gl c hiitzt h schleif- und Poli hritt

die Methodik des Bdschungsschnitts, vergleicht sie mit den herkémmlichen metallographischen aurgekieble Blasmasie geschltz MEnrerer scniert- und rofierschritte
Verfahren und der Praparation von FIB-Schnitten und zeigt ihnre Anwendungsmaoglichkeiten in der Evtl. spezielle Politur mit lonen
modernen Materlalforschung (Ionenstrahléitzen) erforderlich

METHODIKVERGLEICH FIB / BIB

Ein FIB-Schnitt ist auf wenige pum Breite begrenzt. Der Boschungsschnitt kann mehrere Zentimeter breit sein. Beim Boschungsschnitt sind die Randbereiche durch eine Maske geschutzt. Beim FIB-Schnitt wird die
Randschicht meist durch eine aufgebrachte Pt-Schicht geschutzt.
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WD=48mm EHT= 2.00kvV S ESB Gridis = 880V 29 Aug 2024 Fn

10 pm
30KV:600pA StageatT= 0.0° TiltAngle= 36.0° Off HaarR023 tf

lonenquelle FIB-Schnitt (20 pm) in einem Haar (b = 60 pm)
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Probenhalter

WD=53mm EHT= 200kV SESI ESB Gridis= 980V 5 Sep 2024 fnm
30KV:1nA Stage at T = 54.0° Tilt Angle = 36.0° On 7124004R017 tif

Bild: Universitat Paderborn Bild: Hitachi

Boschungsschnitt mit einer bespielhaften Breite von 900 pym

VERGLEICH KONVENTIONELLER SCHLIFF / BOSCHUNGSSCHNITT (SYSTEM: DIAMANTEN IN CU-FOLIE)

Bei der Kombination harter und weicher Bestandteile in einer Probe ist die Praparation herausfordernd: Weiche Bestandteile werden bevorzugt abgetragen und durch das Schleifen und Polieren beim konventionellen
Schliff verschmiert. Im Gegensatz dazu erfahren harte Bestandteile nur eine geringe Abtragung, wodurch sie tendenziell hoher aus der Matrix hervortreten konnen.

Konventioneller Schliff: Die Konturen der Diamanten werden BOoschungsschnitt: Bei allen Diamanten sind die Konturen wahr-
durch die Praparation von Kupfer verwischt. Es wird Kupfermaterial heitsgetreu abgebildet, ohne von Kupfer verschmiert zu werden.
Uber die Diamanten getragen.
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Det.=BSD4 A WD= 6.5 mm EHT=15.00 kV Enm Det.=BSD4 A N\ 9.7 EHT=5.00 kV an Det.=InLens WD= 9.5 mm EHT=15.00 kV an
3F24004R0O10.tif & Mar 2024 SF24004R1009 tif 22 Nov 2024 3F24004R1047 tif 9 Dez 2024

% ZUSAMMENFASSUNG

. Die Methode des BoOschungsschnittverfahrens eignet
sich hervorragend, um grolBere Flachen fUr die FE-REM-
Untersuchung vorzubereiten. Durch die besondere
Abdeckungsmethode (Maske) werden mechanisch
empfindliche Randschichten erhalten und konnen gut
untersucht werden. Auch flr eine Kombination von
harten und weichen Bestandteilen in einer Probe st
der BoOschungsschnitt eine hervorragende Wahl. Das
FIB-Verfahren eignet sich fur kleinere Bereiche ohne
aufwandige Abdeckungsarbeiten. Fur beide Verfahren
gilt, dass der Untersuchungsbereich der Probe senkrecht
zuganglich sein sollte.

Det.=BSD4 A WD= 9.5 mm EHT=15.00kv  Fearyy Det.=InLens WD= 9.4 mm EHT=1500k"  Feary
3F24004R019.tif 8 Mar 2024 3F24004R1031.tif 5 Dez 2024

Kontakt
Autorin Claudia Legner, legner@fem-online.de, +49 7171 1006-720 Hinweis: Die Abbildungen des BoOschungsschnitts stammen aus dem ZIM-Projekt ,Herstellung von
fem fem Forschungsinstitut, Katharinenstr. 13-17, 73525 Schwabisch Gmind hochwarmeleitfahigen Folien unter der Einlagerung von Diamanten (HeroFEID)" (ZIM_16KN119220_HeroFEiD)



